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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-3: Dispositifs optoélectroniques —
Méthodes de mesure

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalicatic » con nhosée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl - pou. ~hjet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines v > I'électricité
et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes Internationalcs. Leur é€laboration
est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par .2 sujet traité peut
participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales. en *a son avec la CEl,
participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internac.2nale le Normalisation
(1S0), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniqu =5, re wrésentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Coiités nationaux intéressés sont
représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommand t 22~ internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels pa. .es L mités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comites na.'ansux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Norn.>s 1 ternationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme dc la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniéerc.

5) La CEIl n’'a fixé aucune procédure concernant le marquage <=:nme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains d2s e'éments de la présente Norme internationale peuvent faire
I’objet de droits de propriété intellectuelle ou de Arois «~ alogues. La CEl ne saurait étre tenue pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété ~t w2 e pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60747->-32 a été établie par le sous-comité 47C: Dispositifs

optoélectroniques, d'affichage e. dimagerie, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a
semiconducteurs.

Cette premiere édition re mp ac< partiellement la deuxiéme édition de la CEI 60747-5 (1992) et
constitue une révision technique. (Voir également annexe A: Index des références croisées).

Elle doit étre lue conjuiiement avec la CEl 60747-1, la CEIl 62007-1 et la CEIl 62007-2.

Le texte d= c~tte norme est issu en partie de la CEI 60747-5 (1992) et en partie des
documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniqguement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-3: Optoelectronic devices —
Measuring methods

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardiz ttioi. com _rising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC ‘s tc rromote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electro. ic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subje:t dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmen:al u.g nizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Inv>rnatic nal Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agre me.i. between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters expre.s., s nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for inte:.:atic ~al use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are acceptec by t1e Nctional Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National ~om nittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible .~ th:ir national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the correspcaaing \ ational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some o. 22 2lements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held res.>n.ible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC €07 '7-5-3 has been prepared by subcommittee 47C:
Optoelectronic, display and irmag.ng devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

This first edition replace. partially the second edition of IEC 60747-5 (1992) and constitutes a
technical revision (sce c!sc annex A: Cross references index).

It should be rex!' jointly wvith IEC 60747-1, IEC 62007-1 and IEC 62007-2.

The text of tiis standard is based partially on IEC 60747-5 (1992) and partially on the following
documents:

FDIS Report on voting
47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-3: Dispositifs optoélectroniques —
Méthodes de mesure

1 Domaine d'application

Cette partie de la CEI 60747 décrit les méthodes de mesure applicables aux dispasiufs
optoélectroniques qui ne sont pas destinés a étre utilisés dans le domaine des systime: et
sous-systemes a fibre optique.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, pa” su.'e d:: la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la préseniz.na.ti< de la CEIl 60747.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigue 'r. 1 hut document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sui ‘'a présente partie de la
CEI 60747 sont invitées a rechercher la possibilité d'applig 'er les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de '1 CEl et de I'|SO possédent le

registre des Normes internationales en vigueur.
CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement — Partie 1. Sér.3ralités et guide

CEI 60270:1981, Mesure des décharges partielles
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DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-3: Optoelectronic devices —
Measuring methods

1 Scope

This part of IEC 60747 describes the measuring methods applicable to the optoelectroiic
devices which are not intended to be used in the fibre optic systems or subsystems.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through referei.: e in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60747. At the time of publicatior. the edit ons indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and nart~s \>-agreements based
on this part of IEC 60747 are encouraged to investigate the possility of applying the most
recent editions of the normative documents indicated below. Members 51 IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: Gerera' an¢' guidance

IEC 60270:1981, Partial discharge measurements
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